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■ 測定器のプロ達がもつ二つの観点

電子技術の分野で新しい技術が開発されると，測定

器のプロは二つの観点からその技術を考察します．

まず，どうやってその技術を評価するか？という点．

この観点では，今まで説明してきたように，被測定物

と測定器は互いに性能を競い合うことになりがちで

す．スマートで新しい測定方法が見つかればよいので

すが，うまくことが運ばないときには，物量を投入し

て打開せざるを得ない場合もあります．

もう一つは，その技術を測定器へどのように応用す

るか，という観点です．この観点に立つと，新しい技

術と測定器の性能向上は矛盾しないことになり，測定

器のプロは大喜びでその技術の研究を進めていくので

す．ここに測定器を作る仕事の面白さがあります．

「被測定物vs.測定器」と考えると，泥沼の性能競

争を連想して，矛盾に満ちた開発になりそうです．と

ころが「電子測定器を使って電子測定器を開発してい

る人々」，つまり測定器のプロたちには，この矛盾が

起きません．開発に使っている測定器が進歩しても，

自分が開発している測定器が進歩しても，どちらも測

定器の進歩なのです．

例えば，DACの性能を測定するためのADCだけを

開発している技術者にとっては，DACがどんどん進

歩していくと，自分の仕事はますます困難になって行

くと感じるかもしれません．しかし，進歩したDAC

を使って新たな測定器を開発することも視野に入れて

おけば，DACの技術的な進歩を疎
うと

ましく思うことは

ないのです．それどころか，進歩したDACを中に組

み込んで，自分のADCの性能向上に使うことができ

るかもしれません．

■ 電子産業を支える機器を
提供し続ける測定器の開発者達

電子測定器の開発者達は，技術の進歩に柔軟に対応

しながら，電子産業を支える機器を提供し続けてきま

した．電子測定器にかかわる多くの技術者は，生きが

いや誇りや金銭的な報酬とともに，技術的な好奇心を

測定器が被測定物よりも高性能でいられる理由は，

何なのでしょうか？

今まで出てきた例をもう一度整理してみます．

● 測定器では特別な部品を使うことにより，被測定

物よりも高性能にできる

第2章で例に挙げたYIG発振器がこの例でしょう．

● 測定器は，被測定物よりも大きさ，重量，消費電

力，価格に対する制約が少ない．

第7章で述べた，古典的な位相雑音測定システムが

この例です．別名「真っ向勝負アプローチ」とでもい

えるでしょうか．

● 新しい測定原理を考案して，真っ向勝負を避けな

がら目的を達成する

新しい位相雑音の測定器がこの例です．古くは，ス

ペクトラム・アナライザもこの例なのかもしれませ

ん．RFの測定を連続した直流測定に置き換えたわけ

ですから．

このように，部品，システム構成，測定原理といっ

たあらゆる部分を工夫・改良していくことによって，

測定器は被測定物よりも高い性能を達成しているので

す．

測定器を作る人々は，技術の発展を支えることを使

命として，必死に働いてきました．特別のデバイスを

用意したり，ひたすら正攻法で行ったり，新しい測定

方法を開発したりと，考えられる限りのアプローチを

試してきました．正解が一つしかないわけではない，

いや，正解があるとも限らない問題に挑戦し続けてき

たのです．それでも，年々進歩し続けている電子技術

を使った被測定対象物に対して，測定器が性能的な優

位を確保し続けることは容易ではありません．

それでは，測定器を作ることは，勝ち目のない戦い

を永遠に続けることなのでしょうか？

測定器を作る人々 二つの視点

測定器が被測定物よりも
高性能でいられるわけ

第8章　電子産業を支える機器を
提供し続ける測定器の開発者達

測定器を作るということ
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追い求めてきました．そして，好奇心から技術が進歩

することは確かにあるのです．

今後も電子計測器の開発現場で，矛盾を乗り越えら

れるような価値観が生き続けることを期待してやみま

せん．
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